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研究成果の概要 

単粒子解析については、昨年度に取り組んだ高速化されたデータ収集システムを用いて、細菌

由来の F型 ATPアーゼへの応用研究を進め、その中間体を含んだ複数の構造を決定した。ま

た、提案してきた新しい 3次元再構成法（投影角推定法）について、初期構造の決定も可能である

ことを含めて、論文として報告した。加えて、電子顕微鏡法による静電ポテンシャルマップと電子密

度マップとの比較の中で、水素原子の位置が異なって最適化されることを示し、静電ポテンシャル

マップとして考えるほうがＲ因子も下がることが示された。 

電子線トモグラフィー及び FIB-SEM/TEMでのターゲット領域を決定するために、マーカー粒子

を用いた方法の適切なカーボン膜上への分布条件の設定、及び位置精度を向上するためのアル

ゴリズムの開発を進め、有効性を示した。さらに、電子線トモグラフィー法については、マーカー粒

子を用いずに傾斜角などを決定しての構造解析も検討した。同一の生体高分子複合体が十分な

頻度で存在する場合には、その分子位置を用いることで、マーカー粒子を用いた場合と同程度の

精度の再構成が実現できた。 

DXT（diffracted X-ray tracking）/DXB（diffracted X-ray blinking）技術を用いた解析では、本年

はアルツハイマー病発症に関連する、βアミロイドの重合過程の観察に適用した。アイソフォームご

との分子動態特性と、引き起こされる重合プロセスの違いを示すことができた。また、新しく開発し

た斜入射 X線回折(grazing incidence diffracted X-ray blinking: GI-DXB)を用いて、フッ素系ポリ

マーの表面動態の計測に成功した。本技術はタンパク質以外の有機・無機高分子の動態計測に

適用可能であり、材料科学分野での劣化計測や新材料開発にも有効な計測手段となりうることを

示した。 
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